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La presence invention a pour objet u„ banc de t.st pour circuit, inprials 



Dans c. domainc. il e« connu d'effectuer un test d'un circuit port5 p.r un 
carte a partir de la broche de connexion de la carte, d.stinee L p.raettre ie 
5 raccorde^ent de ce circuit avec d'autres circuits pcur constituer un enseable 
clcctroniouc. ..e test est effectue par .esure des signau. sur cecte bro.h. de 
connexion. Le banc d'essai correspcndant consiste essen:iellen:ent en un support 
portant un connecteur co.ple.entaire de ladite broche de connexion de la carte a 
controler. pour son enfichagc. et une serie de bornes de .esure. reliees au 
.0 connecteur par des cablages. dans lesquelles les fiches d'appareils de mesure 
sent destmees a venir s'inserer. 

II est egalen«„t connu d'.ffectuer ur. test du circuit porte par une carte 
par mesure des signaux en des points internediaires du circuit porte par la carte 
a controler. On utilise une carte de test portant des aiguilles de prise de si- 
gnaux. agencies eatre elles sur la carte de test maniere a correspondre aux 
poxnts .ntennediaires determines sur la carte 3 ccntrSler. avec lesquels elles 
do.vent respective»ent etre n.ises en contact. Le banc de test correspondant co»- 
porte u„ support sur le,uel est fixee la carte de test, un coffret solidaire de 
ce support recevant des cablages reliant les aiguilles de prise de signaux , des 
bomes de „.sure de ces signaux. portees par une face du coffret acc'essible exte- 
rxeurement et dans lesquelles les fiches d'appareils de «,«re sont destinies S 
venxr s .ns.rer. le support de ladite carte de test pouvant egale«nt assurer le 
guxdage de la carte a controler pour son insertion correcte sur les «guilles de 
la carte de test. 

25 ces deux types de bancs de test „e sont pas satisfaisants : en effet ils ne 

pem-ettent nx I'un ni I'autre. de realiser un test rigoureux du circuit porte par 
une carte par „esure des signaux sur la broche de connexion et en des point, in- 
tenoe xaxres du circuit. De plus, on constate ,ue si le premier type de banc per- 

30 2 f . 7 ""'^^^ """^ - --"^l^ cartes, seul 

30 1 enfxchage de la broche de connexion dans le connecteur du banc itant S r.aliser. 
11 n en est pas de »8»e du second type dans lequel les bomes de mesure des si- 
gnaux sont liees aux aiguilles de la carte de test dont I'agence^nt est con^u 
pour un circuit detennine porte par une carte a contrSler. 

La prfisente invention a pour but d'eviter les inconvenients precites. en 
pennettant une mesure de signaux sur une carte 3 controler aussi bien a partir 
du connecteur de cette carte qu'en de. points intermSdiai res du circuit qu'elle 
porte. et ceci quel que soit le circuit porte par la carte. 

U prSsente invention a pour objet un banc de test pour cartes de circuits 
xmprxmes caracterise par U fait qu'il fait utilisation d W carte de test a 
40 alguxlles de prel.ven«nt de signaux en des points intennediaires du circuit de 
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la carte a tester et a broche de connexion reliee par cablages aux aiguilles, 
et qu'ii comporte deux supports pour la carte a tester et la carte de test res- 
pectivement dans lesquels ellcs sont paralleles et amoVibles et auxquels sont 
assocics deux connecteurs destines a recevoir par enfichage les broches de 
5 connexion de la carte a tester et de la carte de tes4:. et un moyen de transla- 
tion perpendiculairement aux cartes du support et du connecteur pour la carte de 
test par rapport au support et au connecteur pour la carte a tester. Des cabla- 
ges relient les deux connecteurs a des bornes de mesure accessibles exterieure- 
ment. 

10 Le banc de test selon l^invention comporte des moyens de blocage pour inter- 

dire 1 'extraction de la carte a controler, les aiguilles de la carte de test sont 
en contact avec le circuit porte par la carte a controler. 

L'interet essential de ce banc de test reside dans le fait qu'il fait utili- 
sation de cartes a contrSler et de test amovibles dans leurs supports respectifs. 
15 et a broches de connexion enfichables dans les connecteurs associes, ce qui les 
rend interchangeables . et qu'il combine un mouvement rclatif des supports et 
connecteurs associes respect ivement , pour assurer la prise de signaux en des points 
intermediaires du circuit de la carte a controler. a partir des aiguilles et de 
la broche de connexion de la carte de test, simultanement avec la prise de si- 
20 gnaux a partir de la broche de connexion de la carte a contrSler. 

D'autres caract€ristiques et avantages de 1 'invention apparattront au cours 
de la description ci-apres d'un exemple de realisation illustre dans le dessin 
ci-annexe dans lequel : 

- la figure I represente en perspective le banc de test selon 1' invention, 
25 - la figure 2 est une vue en coupe selon la ligne I - I de la figure 1, 

- la figure 3 reprSsente en perspective eclatee un moyen de commande en 
translation relative des supports du banc selon la figure 1, 

- les figures 4 et 5 sont deux vues en coupe d'une partie du banc selon la 
figure 1. 

30 La description generale du banc de test est faite en regard des figures I 

et 2. Le banc de test est port€ par un bati I, qui presente une echancrure 2 en U. 
A I'interieur de 1 'echancrure 2 est monte un premier support forme par deux 
flasques 3 et 4 portes par deux traverses 5 fixees sur les parois verticales 6 
et 7 du bati 1 delimitant 1 'echancrure 2. 

35 Une des traverses 5 a I'extremite avant du banc est visible dans la figure 

1, l*autre au niveau de I'extremite arriere est visible dans la figure 2- Us 
flasques 3 et 4 portent respectivement sur leurs faces, en regard I'une de 1 'au- 
tre, deux rainures 8 et 9 horizontales dans lesqueUes sont destines I venir s 'en- 
gager les bords longitudinaux d'une carte 10 de circuits imprimes a tester- 
40 Chacun des flasques 3 et 4 a un profile de section en L a jambage horizonr 
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tal en haut dont la tranche porta I'une des rainures 8 o„ 9. A chacune de leurs 
deux extremites le jambage vertical de chacun des flasques 3 et 4 fonne une 
portion debordante telle que II ou 12. 

Un passage cylindrique est privu dans chacune de ces portions debordantes et 
5 re^oit la traverse correspondante 5 fixee sur les parois verticales 6 at 7 du 
biti. Les flasques 3 et 4 sont mobiles le long des traverses 5. ainsi que symbo- 
lise par les doubles fleches 13 et 14 (Fig. 2) ; leur ecarte»ent est deterging 
par la largeur de la carte I contrSler a insSrer dans les rainures 8 et 9. Des 
VIS .5 et 16 essurent le blocage en position de ces flasques 3 et 4 sur les tra- 
10 verses 5. 

A I'interieur de I'echancrure 2 et du premier support 3 - 4 pour la carte 
a controler 10 est montg un second support fonng par deux autres flasques 21 et 
22 portes par un plateau horizontal 23 sur lequel ils reposent et y sent fixgs. 
Ces flasques 21 et 22 portent respectivement deux rainures 24 et 25 se fai- 
ls s«t face dans Icsquelles sont destines S venir s 'engager les bords longitudinaux 
d une carte de test 26, 

Chacun des flasques 21 et 22" a un profile de section egalement en L (figure 
2) dont les jambagcs verticaux sont en regard I'un de 1 'autre et les jambages 
horxzontaux sont orientes vers I'exterieur et s'engagent sous les jambages ver- 

20 ticaux des flasques 3 et 4 constituant le support de la carte a controler. Les 
flasques 21 et 22 reposent sur le plateau horizontal 23 par leurs jambages hori- 
zontaux au «oye„ de vis o« analogues non representees en vue d'eviter une surcharge 
des figures. Us jan^ages verticaux des flasques 21 et 22 s'etendent en dessous 
des jambages horizontaux des flasques 3 et 4 form«xt le support de la carte S 

25 tester ou controler 10. de sorte que la carte de test 26 est en dessous de la 
carte a controler 10. 

La carte a controler 10 porta divers composants et des fils conducteurs iopri- 
mes realisant un circuit glectrique determine, elle porte egalement a «ae de ses 
extremites une broche de connexion 18 relige au circuit Slectrique ainsi qu'il est 
30 bien connu dans ce domaine. 

La carte de test 26 porte une pluralite d 'aiguilles telles que 27 de prise 
de signaux en des points .intermediaires du circuit de la carte a controler. Ces 
axguxlles 27 sont perpendiculaires a la carte de test 26 qu'elles traversent de 
part en part ; elles sont agenc6es entre elles sur la carte de test 26 pour 
35 venir correspondre aux points de prise de signaux sur la carte 3 contrSler 10 
lorsque les deux cartes sont superposees. Ces deux cartes seront ici engagees 
dans les rainures 8 - 9 et 24 - 25 de leurs supports respectifs de maniftre que 
les pointes des aiguilles 27 de prises de signaux de la carte de test soient en 
regard des fils imprimes (non visible* ici) portSs par le verso de la carte 2 
40 contrSler 10. La carte de test 26 porte Egalement, a «.e de ses extrfimitfis. d. 
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nmiSre analogue a la carte S contrSler. une broche de connexion 28. des cabla- 
ges s'Stendant au verso de la carte de test 26 assurent la liaison electrique 
entre les aiguilles 27 sur lesquelles ils sont soudSs au verso de la carte de 
test 26 et les points de connexion de la broche de connexion 28 ; ces cSblages 
5 ont etg illustres dans la figure 4. 

Le banc de test coaporte en outre, transversalement aux rainures 8 - 9 de 
maintien de la carte a contrSler 10 et au niveau de leurs extremitSs. S I'atriS- 
re du banc de test, un connecteur 30. conplementaire de la broche de connexion 
18 de la carte a controler 10. Le connecteur 30 est fixe entre deux pieces porte- 
10 connecteur 32 et 33 engagees et maintenues sur deux traverses 34 et 35 elles- 
-Smes fix«es sur les parois verticals 6 et 7 du bSti 1. Cet ensemble connecteur 
30. pieces porte-connecteur 32 et 33 est reconvert d'un cache 36 solidaire d'une 
manette 37 engages sur la traverse 35 et actionnable autour du point fixe fomg 
sur la traverse 35 selon la fUche 38 ; ce cache joue le rSle d'extracteur ou 
15 d'ejccteur de la carte a contr8ler 10 hors du connecteur 30. ainsi qu'il sera 
explique ci-apres. 

Le banc de test coiaporte Sgalement. un connecteur 40, complementaire de la 
broche de connexion 28 de la carte de test 26, fix6 sur une plaque 41 transver- 
sale aux flasques 21 et 22, au niveau des deux rainures 24 et 25 recevant cette 
20 carte de test. Cette plaque 41 est Minie d'une decoupe pour I' insertion du 

connecteur 40, elle est solidaire des flasques 21 et 22 sur les axtrdmitSs des- 
quels elle est fix6e. 

Le banc de test coiiq>orte en outre un moyen de comnande en translation du 
plateau horizontal 23 sur lequel reposcnt les flasques 21 et 22. Ce «oyen n'est 
25 pas visible dans les figures I et 2, on a representg dans la figure 1 une manette 
44 d'actionnement selon la fleche 46 de cy aoyen qui est alors de type micanique, 
on a schematise sa fonction, dans la figure 2, par la fleche 45 reprisentant la 
force qu'il appliqiie au plateau horizontal 23. Ce moyen fait passer le plateau 
23 d'une position basse, dans laquelle il est reprSsentg dans les figures 1 et 2. 
30 pour laquelle les aiguilles 27 seront sans contact avec le circuit de la carte i 
controler a une position haute pour laquelle les aiguilles seront engagSes dans 
des points intermediaires du circuit de la carte i contrSler pour la prise des 
signaux en ces points. 

Lors de cette translation verticale du support 21-22 par rapport au sup- 
35 port 3 - 4. des tiges 47 solidaires des jambages horizontaux des flasques 21 et 
22 engagSes dans des passages correspondents prfivus dans les jambages verticaux 
des flasques 3 et 4, assurent un guidage rigonreux du support 21 - 22 de la carte 
de test par rapport au support 3 - 4 de La carte S contrSler. Un ressort 48 
entoure avantageusement chacune de ces tiges dc guidage 47, il est niontf en butge 
40 contre le janbage horixontal de chacundes flajsques 21 et 22 et centre le bord 
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d'un decrochement forme dans le passage pour la tige 47. 

Le banc est en outre complete par deux caches 49 venant recouvrir la face 
supSrieure de chacun des flasques 3 et 4 sur lesquels ils sent fixes. 

Dans la figure 3, on a reprgsente a ticre d 'example un moyen de type meca- 
5 nxque assurant cette translation verticale du plateau 23 portant le support 
21 - 22 de la carte de test et le connecteur 40 solidaire. 

II comporte un premier cylindre 50 maintenu entre un disque 51 le portant 
et le collet 52 d'un second cylindre interieur 53. Le disque 51 et le second 
cylindre 53 seront fixes par vis sur le fond du bati, des passages sont prevus 
10 a cet effet dans le disque 51 ainsi que dans la partie infgrieure du second 
cylindre 53. U collet 52 recouvre le premier cylindre 50. 

Le cylindre 50 est mobile en rotation entre le disque 51 et le collet 52 
par actionnement d'une manettc solidaire du cylindre 50 et qui est la manette 44 
de la figure 1. 

15 Le cylindre 50 est dScoupI sur sa partie superieure de maniSre a former trois 
rampes identiques 54 sSparSes les ones des autres par trois plats 55 identiques 
dxvisant cette partie supSrieure. Le collet 52 prgsente des passages cylindriques 
verticaux 56 le traversant de part en part, disposes en regard des rampes 54. 
dans lesquels des doigts correspondents 57 viennent s 'engager, ces doigts Stant 

20 de longueur Sgale i U somme de la hauteur du collet et du denivelle de chacune 
des rampes 54 sur lesquelles ils reposent. Ces doigts 57 sont maintenus entre 
les rampes 54 prficitees et le collet 38 d'un troisieme cylindre 59 int«rie«r «u 
second, le collet 58 recouvrant le collet 52 du cylindre 53. Ce collet 58 est 
en outre fixe par vis sur le plateau 23 portant le support 21 - 22 de la carte 
25 de test. 

Lorsque la manette 44 est actionaee selon la fUche 46. les doigts 57 glis- 
sent et montent le long des rampes 54. ils viennent deborder de la face superieure 
du collet 52 du cylindre 53 et soulSvent le collet 58 qui entratne le plateau 23 
vers le haut (fleche 45) L'action en sens oppose a celui de la fleche 46 ram6ne 
30 le plateau 23 en position basse initiale. les doigts descendant les rampes 54. 

Les figures 4 et 5 permettent de completer la description du banc de test 
donnge en regard des figures 1 et 2. lea mSmes «l«»ent. sont dgsignes par les 
^ms references. La manette de comande 37 du cache 36 formant I'gjecteur de la 
carte a contrSler est montee sur la traverse 35. son e«tr6mxt€ i«€rieure au banc 
35 de test est rappelee. par un ressort 39 par aiUeurs fixS au bati 1. en position 
de repos c'est-a-dire de non ejection de la carte S controler. De plus on remar- 
que que lors de I'actionnement de la manette. le cache 36 pent coulisser. sur les 
pieces porte-connecteur 32 et 33. grace aux fenetres telles que 60 prevues dans 
ce each, et dans chacune desquelles est engagee «.e tige 61 solidaire de la pie- 
40 ce 32 ou 33 correspondante* 



Le fonctionnement du cache 36 en tant qu 'extracteur ou ejecteur de la carte 
a controler 10 est explique en regard des figures I et 4. Dans ces figures le 
support 21 - 22 de la carte a controler est en position basse, ainsi qu'il se 
deduit de la description ci-dessus les aiguilles 27 de la carte de test 26 sont 
5 alors sans contact avec le circuit de la carte a contrSler. En regard de la 
figure 1 on voit que, lors de I'enfichage de la broche de connexion 18 de la car- 
te a controler 10 dans son connecteur 30, les bords lateraux tels que 63 de la 
carte a contrSler, debordant legerement de la broche de connexion 18, vicndront 
juste en butee contre des pattes infgrieures du cache 36 formant des pieds refe- 
lOrences 64. L 'actionnement selon la flechc 38 de la nanette 37 provoque I'avancee. 
selon la fl^che 65, du cache 36, dont les pieds 64 assureront 1 'extraction de la 
broche de connexion 18 hors de son connecteur 30, La carte de test 10 est ainsi 
ejectee hors du connecteur 30 et pent etre aisement retiree de son support 3 et 4. 
Le banc de test est complete par un blocage de I'ejecteur de la carte ^ 
15 controler lorsquc le support 21 - 22 de la carte de test est en position haute, 
c'est-a-dire, ainsi qu'il a et€ dit ci-dessus, lorsque les aiguilles 27 (figure 
1) de la carte de test 26 sont en position engagSe dans les points correspondents 
de la carte a controler pour la prise de signaux en ces points du circuit de la 
carte a controler. 

20 La figure 5 permet d'expliquer ce blocage de la conmande de la manette 37, 

pour la position haute du support (flasque 22) de la carte de test. En position 
haute du flasque 22, le bord supSrieur de la plaque 41, portant le connecteur 40 
destine a cooperer avec la broche de connexion de la carte de test, vient s'inscrer 
devant le pied 64 vorme par le cache 36. La manette 37 solidaire du cache 36 est 

25 done bloquee, elle ne peut plus etre actionnee. 

Outre les fonctions d 'ejection et de blocage de la commande d'ejection de 
la carte I controler illustr€es dans les figures 4 et 5, on voit en outre que des 
cablages 68 relient le connecteur 40, destine I recevoir les signaux issus de 
points intermediaires du circuit de la carte d contrSler et preleves par les 

30 aiguilles de la carte de test, a des homes de mesure 69 accessibles sur I'exte- 
rieur du banc. En regard des figures, on comprendra aisement, bien que non illus- 
tres, que des cablages analogues relient le connecteur 30, destine a cooperer 
avec la broche de connexion de la carte & contrSler, S d'autres homes de mesures 
telles que 70 (figure I) accessibles sur I'extfirieur du bati. 

35 La presente invention a Stg dccrite en regard d'un node de realisation illus- 

tre, il est evident que sans sortir du cadre de cette invention on peut y appor*- 
ter des modifications de detail et/ou remplacer certains moyens decrits par 
d'autres moyens techniquement equivalents. Par exemple, le connecteur destine a 
recevoir la broche de connexion de la carte a controler peut Stre rendu solidai- 

40 re des flasques formant le support de cette carte, de maniere analogue au 
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connecteur associ. a la carte de test, par l-intennediaire d'une pla,„e de 
fixation . 1- ^ c 



Le .oyen »6cani,ue de coo^e de translation d« support de la carte de test 
et du connecteur associl peut Stre re.place' par un v.rin. De „^ la co»a„de 

banc de test peut en outre Stre inserS dans un ensemble entiere»ent automatise 
les verms seront alors comandSs a partir d'un calculateur. 

En varxante de realisation egalement le support de la c«rte a controle et 
e connecteur correspondent peuvent 8tre rendus „«.biles par rapport au support de 
.0 la carte de test et son connecteur associe qui seront fi«s. 
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REVENBICATIONS 

1/ Banc de test pour cartes de circuits imprimes a controler caracterise par le 
fait qu'il comporte : 

- un premier et un deuxieme supports munis respectivement de moyens d 'engagement 
5 d'une carte a contrSler et d'une carte de test a aiguilles de prise de signaux, 

dans lesquels lesdites cartes sont paralleles et amovibles, 

- un troisifeme et un quatrifeme supports sur lesquels sont fixgs respectivement 
un premier et un second connecteurs, en regard desdits moyens d'engagement, pour 
recevoir par enfichage une broche de connexion portee par la carte a contrSler 

10 et une broche de connexion portee par la carte de test et liee electriquement 
auxdites aiguilles, 

- un moyen de conmande en translation relative des premier et troisieme supports 
par rapport aux deuxieme et quatrieme supports, perpendiculairement au mouvement 
de chacune des cartes dans son support, pour la mise en contact, ou la sipara- 

15 tion, des aiguilles et du circuit de la carte a controler. 

- au moins un cinquieme support portent un premier et un second ensembles de, bor- 
nes de mesure de signaux accessibles de l»exterieur du banc et relies par cabla- 
ges respectivement aux premier et second connecteurs. 

2/ Banc de test selon la revendication 1 caracterise par le fait que lesdits 
20 premier et deuxigme supports sont constitufis par une premiSre et une seconde 

paires de flasques portes par un bati, lesdits moyens d 'engagement €tant portes 

par les faces en regard de chacune desdites paires de flasques. 

3/ Banc de test selon la revendication 2 caraterise par le fait que I'une des 

paires de flasques est interieur a 1 'autre. 
25 4/ Banc de test selon I'une des revendications 2 et 3 caracterisg par le fait que 

les flasques de I'une des paires portent des tiges de guidage inserees dans des 

passages prevus dans les flasques de 1 'autre paire. 

5/ Banc de test selon I'une des revendications 2 a 4 caracterise par le fait que 
lesdits moyens d 'engagement sont constitufis par deux premieres et deux secondes 

30 rainures portees respectivement par les faces en regard desdits flasques. 

6/ Banc de test selon I'une des revendications 2 5 5 caractfirisfi par le fait que 
les flasques foment ledit premier support pour la carte a cotftrSler sont months 
sur des traverses fixees sur le bati, leur gcartement etant reglable sur ces 
traverses pour 1' insertion de la carte h controler, les flasques formant ledit 

35 deuxieme support pour la carte a controler, les flasques formant ledit deuxieme 
support pour la carte de test gtant fixSs sur un plateau solidaire en position - 
dans le bati dudit moyen de commande de translation. 

7/ Banc de test selon la revendication 6 caractfirise par le fait que ledit troi- 
siime support est monte fixe dans le bati et ledit quatrigme support est fixg 
40 transversalement a une extrcmite' dudit deuxieme support. 
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8/ Banc de test selon I'une des revendications 6 et 7 caractirise par le fait 
qu U comporte un moyen extracteur de la broche de conneKion de Is carte a 
contrSler hors dudit premier connecteur associe. constitue par de-ox pattes por- 
tSes par une plaque mobile parallele«ent au »ouven«nt des cartes dans le.r 
5 support et disposees dans le proloagen,e„t desdits .noyens d'engagen^nt dudit pre- 
mier support. 

9/ Banc de test selon la revendication 8 caracterise par le fait qu'il comporte 
un »oyen de blocage dudit »oyen extracteur. constitue par un bord dudit quatrie- 
«e s„ppo« port«.t le second connecteur venant s'inserer devant lesdites pattes 
.0 dudxt «K,yen d'extraction lorsque le «oyen de co««ande en translation est actionne 
pour la mise en contact des aiguilles et du circuit de la carte a contrSler 
■0/ Banc de test selon I'une desdites revendications 1 a 9 caracterise par le fait 
que ledit .oyen de co^de en translation est de type »«canique et comporte un 
cylxndre. actionnable en rotation, dont la partie superieure est d^coupee pour 
.5 constxtuer des rampe, identiques separfies par des plats, une piece annulaire 
recouvrant la partie supirxeure dudit cylindre. des doigts inseres dans des pas- 
sages prevus dans ladite piece annulaire en regard desdites ran.pes et venant re- 
Poser sur les rampes. lesdits doigts assurant la coo««nde en translation lors de 
leur deplacement le long desdites rampes. 
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